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Cel:8VXQL
FLH� ZDGOLZ\FKZ\UREyZ� ]DQLP� GRWU� GR
odbiorcy, czyli usuwanieVNXWNyZ� QLHZáD�FLZHJRG]LDáDQLD� RJQLZ� SURFHVX
produkcji.

Cel:

WyszukiwanieQLHZáD�FLZLH�G]LDáDM�F\FK
ogniw procesu produkcji iSRSUDZD�LFK�G]LDáDQLD�



Statystyczne sterowanie procesem
SPC

(ang. Statistical Process Control)

Trzy filary SPC:

1. VSRU]�G]HQLH�GRNáDGQHJR�GLDJUDPX�SURFHVX�SURGXNFML�
2. SRELHUDQLH� ORVRZ\FK�SUyEHN� �Z� UHJXODUQ\FK�RGVW
SDFK� F]DVX� L� QD

wielu etapach procesu produkcji) i dokonywanie pomiarów na tych

próbkach;

3. Z\NRU]\VWDQLH� ]DREVHUZRZDQ\FK� V\JQDáyZ� UR]UHJXORZDQLDSURFHVX�GR�Z\NU\ZDQLD�SU]\F]\Q�LFK�SRZVWDQLD��Z�FHOX�XVXQL
FLD
tych przyczyn).

6WDW\VW\F]QH� VWHURZDQLH� SURFHVHP� MHVW� VWUDWHJL� V\VWHPDW\F]QHM�
etapowej optymalizacji procesu produkcji.

Podstawowy cel SPC:Z\NU\FLH�UR]UHJXORZD���W]Q���Z\áRZLHQLH��W\FK�SUyEHN�Z\UREX��NWyUHV� �SRG�MDNLP� Z]JO
GHP��LVWRWQLH�Uy*QH�RG�LQQ\FK�SUyEHN
=QDOD]áV]\�WDN� SUyEN
 PR*QD�]DM�ü�VL
 XVWDOHQLHP�SU]\F]\Q\�RZHJRRGELHJDQLD�RG��QRUP\��� �:�63&�SU]H]� �QRUP
�� UR]XPLH� VL
 W\SRZ\�XUHJXORZDQ\�� SU]HELHJ� SURFHVX� SURGXNFML�� D� QLH� MDN�NROZLHN�XVWDORQ� ZF]H�QLHM��ZDUWR�ü�QRPLQDOQ��
Uwaga!0R*H� VL
 ]GDU]\ü�� *H� SR� ]DREVHUZRZDQLX� RGVW
SVWZD� RG� QRUP\� QLHE
G]LHP\�]DLQWHUHVRZDQL�MHJR�XVXQL
FLHP��QS��Z�SU]\SDGNX�Z\NU\FLDQLHVSRG]LHZDQHJR�SRSUDZLHQLD�REVHUZRZDQHJR�ZVND(QLND�MDNR�FL��
Podstawowe zasady SPC:

1. ]QDMG( V\JQDá�UR]UHJXORZDQLD�SURFHVX��W]Q��QLHW\SRZ� SUyEN
��
2. wykryj przyczyny zaobserwowanego rozregulowania;

3. X*\M�X]\VNDQ� LQIRUPDFM
 GR�SRSUDZ\�MDNR�FL�SURFHVX�



3U]\F]\Q\�]PLHQQR�FL

Przyczyny losowe Przyczyny wyznaczalne

(specjalne)

ang. chance causes, ang. assignable causes,

common causes special causes

Definicje wg normy ISO:

Przyczyny losowe �� F]\QQLNL�� Z\VW
SXM�FH� ]Z\NOH� Z� GX*HM� OLF]ELH�SU]\�F]\P�ND*G\�]�QLFK�PD�Z]JO
GQLH�PDáH�]QDF]HQLH��SURZDG]�FH�GR]PLHQQR�FL��NWyUH�QLH�PXV]D�E\ü�NRQLHF]QLH�]LGHQW\ILNRZDQH�8:$*$� �� 3U]\F]\Q\� ORVRZH� V� F]DVHP� SU]HGVWDZLDQH� MDNR� RJyOQHSU]\F]\Q\�]PLHQQR�FL�
Przyczyna wyznaczalna - czynnik (zwykle systematyczny), któryPR*H� E\ü� Z\NU\W\� L� ]LGHQW\ILNRZDQ\� MDNR� SRZRGXM�F\� ]PLDQ\ZáD�FLZR�FL�MDNR�FLRZHM�OXE�]PLDQ\�SR]LRPX�SURFHVX�
Stan statystycznie uregulowany ��VWDQ��Z�NWyU\P�]PLHQQR�ü�PL
G]\REVHUZRZDQ\PL� Z\QLNDPL� EDGDQLD� SUyENL� PR*H� E\ü� SU]\SLVDQD]HVSRáRZL�SU]\F]\Q�ORVRZ\FK�L�NWyU\�QLH�XOHJD�]PLDQRP�Z�F]DVLH�
(ang. state of statistical control)

Proces uregulowany �SURFHV� VWDELOQ\�� �� SURFHV�� Z� NWyU\P� ND*GD� ]PLDU� MDNR�FL� �QS�� ZDUWR�ü� �UHGQLD� L� UR]U]XW� OXE� IUDNFMD� MHGQRVWHNQLH]JRGQ\FK�OXE��UHGQLD�OLF]ED�QLH]JRGQR�FL�SURGXNWX�OXE�XVáXJL��MHVW
w stanie statystycznie uregulowanym.

(ang. process in control; stable process)



Karty kontrolne Shewharta

(Dr Walter A. Shewhart - 1924)

Model ogólny karty Shewharta:
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UCL (ang. upper conltrol limit) - górna granica (linia) kontrolna

CL (ang. center line) - linia centralna

LCL (ang. lower control limit) - dolna granica (linia) kontrolna

Linia centralna �� OLQLD� QD� NDUFLH� NRQWUROQHM� UHSUH]HQWXM�FD� ZDUWR�ü�UHGQL� UHMHVWURZDQHM� PLDU\� VWDW\VW\F]QHM�� REOLF]RQ� QD� SRGVWDZLHVHULL� REVHUZDFML�Z�GáXJLP� F]DVLH� OXE� UHSUH]HQWXM�FD� ]DáR*RQ� ]� JyU\ZDUWR�ü�WHM�PLDU\�
Granice kontrolne �� JUDQLFH� SRPL
G]\� NWyU\PL� ]� EDUG]R� GX*\PSUDZGRSRGRELH�VWZHP� ]QDMGXMH� VL
 ZDUWR�ü� UR]SDWU\ZDQHJRSDUDPHWUX� VWDW\VW\F]QHJR�� MH*HOL� SURFHV� MHVW� Z� VWDQLH� VWDW\VW\F]QLH
uregulowanym.

UCL

LCL

Proces uregulowany
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1DMF]
�FLHM�VWRVRZDQH�Z�SUDNW\FH�NDUW\�Shewharta

(wg ISO 7870):

• karty RX − �ZDUWR�FL��UHGQLHM�L�UR]VW
SX�
• karty sX − �ZDUWR�FL��UHGQLHM�L�RGFK\OHQLD�VWDQGDUGRZHJR�
• karty p (procentu lub frakcji jednostek niezgodnych)

• karty np. (liczby jednostek niezgodnych)

• karty c �OLF]E\�QLH]JRGQR�FL�
• karty u �OLF]E\�QLH]JRGQR�FL�Z�MHGQRVWFH�
• karty Q �ZD*RQ\FK�OLF]E�QLH]JRGQR�FL�
• karty D ("GHPHULWyZ�� �� URG]DM� NDUW� ZD*RQ\FK� OLF]EQLH]JRGQR�FL��
• karty typu "multi-response charts" (stosowane w przypadkuNRQWUROL�FKDUDNWHU\VW\N�E
G�F\FK�IXQNFMDPL�ZLHOX�]PLHQQ\FK�
• karty trendu

• karty MA �SU]HVXZDM�FHM�VL
 �UHGQLHM�
• karty MR �SU]HVXZDM�FHJR�VL
 UR]VW
SX�
• karty EWMA �Z\NáDGQLF]R� Z\JáDG]DQHM� SU]HVXZDM�FHM� VL
�UHGQLHM�
• karty CUSUM (sum skumulowanych).

3URFHGXU\�63&�VáX*� Z�SUDNW\FH�GR�NRQWUROL�WU]HFK�ZLHONR�FL�
• SDUDPHWUX�SRáR*HQLD��SU]HGH�ZV]\VWNLP��UHGQLHM�
• SDUDPHWUX�UR]SURV]HQLD��UR]VW
SX�OXE�RGFK\OHQLD�VWDQGDUGRZHJR�
• ZDGOLZR�FL�

Karty kontrolne

do oceny alternatywnej do oceny liczbowej

(control charts by attributes) (control charts by variableses)



UWAGA.ODV\F]QH�NDUW\�GR�RFHQ\�OLF]ERZHM�VNRQVWUXRZDQH�V� SU]\�]DáR*HQLX�*H�EDGDQD�FHFK�PD�UR]NáDG�QRUPDOQ\.

:� SU]\SDGNX� NDUW� GR� NRQWUROL� ZDUWR�FL� �UHGQLHM� GRSXV]F]DOQH� V��QLHGX*H�� RGVW
SVWZD�RG� WHJR� ]DáR*HQLD�� SU]\� F]\P�ZUD*OLZR�ü� W\FKNDUW�Z]UDVWD�ZUD]�]H�Z]URVWHP�VNR�QR�FL�UR]NáDGX�EDGDQHM�FHFK\�3U]\� �GX*\FK�� RGVW
SVWZDFK� RG� QRUPDOQR�FL� UR]NáDGX� FHFK\NRQLHF]QH� MHVW� SRELHUDQLH� OLF]Q\FK� SUyEHN� E�G( ]DVWRVRZDQLH� NDUW\NRQWUROQHM� XZ]JO
GQLDM�FHM� U]HF]\ZLVW� SRVWDü� UR]NáDGXSUDZGRSRGRELH�VWZD�EDGDQHM�FHFK\�
.DUW\�RGFK\OHQLD�VWDQGDUGRZHJR�V� EDUG]R�ZUD*OLZH�QD�RGVW
SVWZD�RG]DáR*H� R�QRUPDOQR�FL�UR]NáDGX�EDGDQHM�FHFK\�
UWAGA �*\FLRZD�/HSLHM�VWRVRZDü�NDUW\�NRQWUROQH�QDZHW�ZWHG\��JG\�SHZQH�]DáR*HQLD�RUR]NáDG]LH� SURFHVX� QLH� V� VSHáQLRQH�� DQL*HOL� SR]RVWDZLü� SURFHV� EH]
jakiejkolwiek kontroli.

-DN�F]
VWR�QDOH*\�SRELHUDü�SUyENL"
:VND]yZNL� ]DZDUWH�Z� QRUPDFK� L� UHQRPRZDQ\FK� SRGU
F]QLNDFK� V��GR�ü�RJyOQH��
• UD]� QD� G]LH� Z� SU]\SDGNX� SURGXNFML� QLH� PDM�FHM� FKDUDNWHUX

masowego;

• FR�JRG]LQ
 ��Z�SU]\SDGNX�SURGXNFML�PDVRZHM�
Problem:

:\EyU� F]
VWR�FL� SUyENRZDQLD� SRZLQLHQ� E\ü� Z\QLNLHP� NRPSURPLVXPL
G]\�V]\ENR�FL� Z\NU\ZDQLD�UR]UHJXORZD� D�NRV]WDPL�NRQWUROL�SURFHV�QDOH*\�F]
VWR�NRQWURORZDü
3U]\� Z\]QDF]DQLX� F]
VWR�FL� SUyENRZDQLD� QDMZD*QLHMV]H� MHVWGR�ZLDGF]HQLH�VáX*E�NRQWUROL�MDNR�FL�

szybkie wykrywanieUR]UHJXORZDQLD��JáyZQ\
cel kart kontrolnych)

SURFHV�QDOH*\F]
VWR�NRQWURORZDü
F]
VWH�SUyENRZDQLH ]ZL
NV]HQLH

kosztów kontroli


